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Wymagania wstepne

Student powinien posiada¢ wiedze w zakresie metrologii technicznej, systemow pomiarowych,
wspotrzednosciowej techniki pomiarowej, rysunku technicznego oraz podstaw systemoéw CAD. Student
powinien wykazywac che¢ zdobywania nowej wiedzy i umiejetnoéci. Zdolnos¢ logicznego myslenia i
korzystania z informaciji pozyskiwanych z réznych zrédet. Student powinien rozumie¢ potrzeby uczenia sie i
zdobywania nowej wiedzy.

Cel przedmiotu

Zapoznanie z technikami digitalizacji obiektow realizowanych w réznych skalach i za pomocg réznych
technik pomiarowych. Uzyskanie danych w skalach od makro do nano pozwalajgcych na opracowanie
cyfrowego obrazu 2D lub 3D mierzonego obiektu. Uswiadomienie roli nowoczesnych urzgdzen
metrologicznych w Przemysle 4.0, ich wptywu na produkowane wyroby oraz zdolno$¢ poprawnego doboru
rozwigzan pomiarowych ukierunkowanych na uzyskanie poprawnych metrologicznie rezultatow.

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:
1. Student zna zasady doboru urzgdzen do poprawnej realizacji zadania pomiarowego.



2. Student wie jak obrabia¢ dane pomiarowe w celu uzyskania modelu cyfrowego.
3. Student zna ograniczenia poszczegolnych urzgdzen pomiarowych.

Umiejetnosci:

1. Student potrafi dobra¢ system pomiarowy do zadania pomiarowego.

2. Student potrafi w podstawowym zakresie opracowac strategie pomiarowa.
3. Student potrafi dokona¢ opracowania i analizy danych pomiarowych.

4. Student potrafi okresli¢ Zrodta btedéw pomiarowych i potrafi je niwelowac.

Kompetencje spoteczne:

1. Student potrafi wspotpracowac w grupie.

2. Student jest Swiadomy roli technik pomiarowych i digitalizacji w wspétczesnej gospodarce.
3. Potrafi samodzielnie rozwija¢ wiedze w zakresie metrologii wielkosci geometrycznych.

4. Potrafi mys$lec¢ i dziata¢ w sposob kreatywny.

Metody weryfikacji efektdw uczenia sie i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Wyktad: Zaliczenie na podstawie kolokwium sktadajgcego sie z pytah punktowanych (zaliczenie w
przypadku uzyskania 51% punktow: 251% (3.0), >60% (3.5), >70% (4.0), >80% (4.5), >90% (5.0))
przeprowadzane na koniec semestru.

Laboratorium: Zaliczenie na podstawie odpowiedzi ustnej lub pisemnej z zakresu tresci kazdego
wykonywanego ¢wiczenia laboratoryjnego i wykonanie sprawozdania. Aby uzyskac zaliczenie zaje¢
wszystkie ¢wiczenia muszg by¢ zaliczone.

Tresci programowe

Wyktad:

. Digitalizacja obiektow - wyzwania w zakresie roznych skal.
. Struktura geometryczna powierzchni - parametry majgce zastosowanie w réznych skalach.
. Urzadzenia pomiarowe stykowe w skali makro

. Urzgdzenia pomiarowe stykowe w skali mikro

. Urzadzenia pomiarowe stykowe w skali nano

. Urzadzenia pomiarowe bezstykowe w skali makro

. Urzadzenia pomiarowe bezstykowe w skali mikro

. Urzgdzenia pomiarowe bezstykowe w skali nano

. Obrébka danych 2D

10. Obrébka danych 3D

11. Inzynieria odwrotna

12. Ocena poprawnosci metrologicznej procesu pomiarowego
Laboratorium:

1. Stykowe pomiary - 2D i 3D w skali makro.

2. Stykowe pomiary - 2D i 3D w skali mikro.

3. Analiza i obrobka danych pomiarowych - pomiar stykowy
4. Bezstykowe pomiary 3D w skali makro.

5. Bezstykowe pomiary 3D w skali mikro.

6. Analiza i obrébka danych pomiarowych - pomiar optyczny
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Tematyka zaje¢
brak

Metody dydaktyczne

Wykiad: ilustrowany prezentacjg multimedialng zawierajgcg omawiane tresci programowe
Laboratorium: éwiczenia praktyczne, praca w zespole
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Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 100 4,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 45 2,00
Praca wiasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zaje¢ 55 2,00
laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwidéw/egzaminu,
wykonanie projektu)




